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使用光学和电子显微镜依照 ISO 61232 标准快速表征和分类颗粒
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使用蔡司电动变倍或光学显微镜依照 ISO 16232 标准执行颗粒度分析：Axio 
Zoom.V16 和 Axio Imager.Z2m 能够提供颗粒的数量、大小分布、形貌和
颜色等信息。借助偏光观察方式鉴别金属与非金属物体。标识可疑颗粒并
在蔡司扫描电子显微镜（SEM）下进行重定位。现在，您可以运用能谱仪
（EDS）全自动分析颗粒元素成份。将光学和电子显微镜的全部分析结果整
合在一份报告中。 

在更短时间内获取更丰富的信息：光学与电子显微镜联用技术将充分发挥两
者的优势。

在最短时间内辨识对工艺流程起关键性作用的颗粒

›   简介

›   优点

›   应用

›   系统

›   技术参数

›   售后服务

http://player.youku.com/player.php/sid/XNjgxODk3NzQw/v.swf" allowfullscreen="true"
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更简单、更智能、更高度集成

更丰富的图像细节
表征对工艺流程起关键作用的颗粒和标识超标颗
粒。关联颗粒度分析（CAPA）将光学显微镜与
电子显微镜两者的分析数据相结合。使用光学显
微镜检测颗粒。现如今，您能够在蔡司扫描电镜
下全自动重定位颗粒并且执行 EDS 分析，以获
取其元素成份信息。使用分项显示挑选出感兴趣
的颗粒并找出它们的来源。

专业化的系统
只需轻击几下鼠标，便可完成输入项目信息、创
建报告及归档分析结果等操作，所有分类及 ISO 
代码一目了然。在分项显示和评估视图中，可快
速浏览所有颗粒类型：金属、非金属及纤维。此
外，只需一个按钮便可重新定位感兴趣的颗粒。
使用修正模式能够进行再分类或编辑颗粒。

快速且自动化
借助 CAPA 以报告形式自动记录光学显微镜和电
子显微镜两者的分析结果。此外，您还能将光学
与电子显微镜的分析结果合并在一份互动式的总
结报告中。CAPA 比单独先使用光学显微镜然后
再使用电子显微镜的分析速度要快 10 倍多。

金属颗粒的光学显微图像 同一金属颗粒的电子显微图像 含 EDX 分析的叠加图像

100 μm100 μm 100 μm
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Components Washing Plant Cleaning Cabinet Membrane Filter

Screening in LM Identification Characterization LM Characterization EM

Reporting acc. to ISO Standard 16232
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洞察产品背后的科技

清洁度分析的工作流程

4  滤膜

根据 ISO 162 标准输出报告

3  清洁柜2  清洗机1  组件

8  在电子显微镜下表征7  在光学显微镜下表征6  辨识5  在光学显微镜下执行筛选
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选择感兴趣的颗粒

洞察产品背后的科技

关联样品夹

 • 适用于 47 mm 或  
50 mm 颗粒滤膜 
的样品夹

 • 适配器
 • 定位标记

使用能谱仪（EDS）

 • 关联
 • 图像处理
 • 综合报告

光学显微镜

 • Axio Zoom.V16
 • Axio Imager.Z2m

电子显微镜

 • EVO
 • SIGMA
 • MERLIN

电子显微镜 A：EDX 层叠图像
B：电子显微镜
C：光学显微镜

关联工作流程

100 μm100 μm

光学显微镜

100 μm
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洞察产品背后的科技

1. 清洁度符合 ISO 16232 标准

2.  金属颗粒的分类，费雷特（Feret）直径最大值符合  
ISO 16232 标准

3. CCC 代码和最大颗粒

3. CCC 代码和最大颗粒

记录结果

碳素钢
合金钢
黄铜
具有稳定性的硅
具有稳定性的铝
具有稳定性的锌
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为您的应用量身定制

典型样品
 • 柴油引擎
 • 气缸体
 • 曲轴
 • ABS 系统
 • 喷嘴
 • 齿轮

蔡司 CAPA 的性能优势
通过光学显微镜的明场和偏光功能可提供滤膜上
颗粒的数量、形状、大小及种类等信息。此外，
您还可以借助电子显微镜对颗粒进行 EDS 分
析。CAPA 能够对多达 200 个最大颗粒或 200 
个选定大小的颗粒执行自动 EDS 测量。

任务
确保零部件无故障运转，并依照 ISO 16232 和 
VDA 19 标准运用清洁度分析校验组件清洁度
 • 使用水冲洗零部件，并在滤膜上对 25000 

多个直径大于 5 μm 的颗粒进行分析与分
类。

在油和制动液内分析直径大于 2 μm 的颗粒，以
避免过滤器、喷嘴和阀门堵塞、机油老化、泵出
现裂纹和泄漏或损坏
 • 对 50000 多个直径大于 2 μm 的颗粒进行

分析与分类。

表征对流程起关键性作用的颗粒
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蔡司 CAPA 应用案例

电子显微镜下的典型颗粒光学显微镜下的典型颗粒

滤膜上不同颗粒的类型
A：金属颗粒
B：非金属颗粒
C：纤维

200 μm

100 μm
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1 显微镜

光学显微镜 
 • Axio Zoom.V16 
 • Axio Imager.Z2m

电子显微镜
 • EVO
 • SIGMA
 • MERLIN Compact
 • MERLIN

2 软件
 • AxioVision
 • 软件模块：蔡司 Correlative Particle 

Analyzer（CAPA）和 MosaiX
 • SmartSEM
 • SmartPI

3 配件
 • 适用于 47 mm 或 50 mm 颗粒滤膜的样品

夹
 • 适配器
 • 定位标记
 • 可选配的适配器支架

蔡司 CAPA：灵活多样的模块选择
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蔡司 CAPA：系统概览

配有 75x50 电动式机械载物台的正置显
微镜或配有载物台金属插板的 Axio 
Imager Vario 正置显微镜

配有 Prior 扫描台的正置显微镜
（LSM） 

配有扫描台的倒置显微镜（仅适用于配有
通用型 B 样品夹！）

配有扫描台的正置显微镜 

432335-9080-000 
CorrMic MAT 样品夹支架； 
96x86

432335-9180-000 
配有 SEM 接口的 CorrMic  
适配器； 160x116

432335-9091-000 
CorrMic MAT 样品夹 K 型支架； 
96x86

432335-9170-000 
配有 SEM 接口的 CorrMic 适配器； 
96x86

432335-9101-000*
通用型 B CorrMic MAT  
样品夹

432335-9110-000*
用于清洁度分析的 CorrMic MAT  
样品夹；47mm
提示：仅适用于正置显微镜！

432335-9130-000* 
用于清洁度分析的 CorrMic MAT  
样品夹；50 mm
提示：仅适用于正置显微镜！

432335-9120-000* 
用于扁平样品/样品托的 CorrMic MAT 
样品夹
提示：仅适用于正置显微镜！

432335-9151-000 
可用于通用型 B CorrMic MAT 样
品夹的 SEM 适配器

电子显微镜接口 432335-9190-000 
3 个 CorrMic 定位标记（样品托）

432335-9160-000 
CorrMic MAT 样品夹支架； 
96x86

* 适用于关联显微镜的
   其它需求
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蔡司 CAPA：系统概览 

样品夹配置示例

显微镜 Axio Imager.Z2m
配有 75x50 电动式机械载物台的正置显微镜

Axio Zoom.V16
配有 S 型扫描载物台的正置显微镜

部件 1 47 mm 颗粒滤膜样品夹
432335-9110-000

47 mm 颗粒滤膜样品夹
432335-9110-000

部件 2 432335-9190-000
3 个 CorrMic  
定位标记（样品托）

432335-9190-000
3 个 CorrMic 
定位标记（样品托）

部件 3 432335-9170-000
配有 SEM 接口的 CorrMic 适配器；96x86

432335-9180-000
配有 SEM 接口的 CorrMic 适配器；160x116

部件 4 432335-9160-000
CorrMic MAT 样品夹支架；96x86 

435465-9050-000
落射光源 S 型适配器支架；160x116
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蔡司 CAPA：系统概览 

货号 说明

354751-9759-000 19 寸彩色平板显示器

354737-9425-000 双操纵杆控制器

352137-9194-000 配有旋转控制功能和英语语言键盘的控制面板

354800-9180-000
EVO MA 10 基本配置。钨丝发射系统、进气气压最高可达 400Pa、配有软件操纵杆的 5 轴电动载物台、二次电子探测器及多国
语言版 Win 7 LM 
5SBSD-1 kV 16 mm 低压二极管 

354850-9044-000 全屏显示配有红外光源的样品室的腔体（门装式载物台）

351450-6197-000 SmartPI 颗粒分析软件包，含 Bruker SDD 探测器

410130-1600-000 电子显微镜 AxioVision 4.8.2 软件注册文件（32 位）

410132-1726-000 电子显微镜 AxioVision 4 Correlative Particle Analysis 模块（32 位）

495010-0013-000
最高电动化的 Axio Zoom.V16（含照相端口，无目镜）：直径大于 5 μm 的颗粒使用 1.5x 物镜；直径大于 50 μm 的颗粒则使
用 0.5x 物镜

自动化测量配置示例：
非金属颗粒或直径小于 5 μm 颗粒的半自动化分析，需要配置 AxioVision 的 Shuttle & Find 软件模块。
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技术参数

显微镜

光学显微镜 Axio Imager.Z2m 和 Axio Zoom.V16

电子显微镜 EVO、SIGMA 和 MERLIN

基本参数

重定位精度 ≤ 25 μm（粗调）；<10 μm（精调），视载物台而定

兼容性 探测器软件：Bruker：Esprit 1.9.4.3351 版软件、EdsMrg 1.4.0.38 软件，SmartPI V02.01 SP2 SmartSEM 5.6

探测器软件：Oxford：INCA 5.03 EdsMrg 3.1.0.39 Win 7 版 SmartSEM V5.05 SP5 SmartPI V02.01 SP1 

光学显微镜：AxioVision 4.9.1

电子显微镜：AxioVision 4.8.2

校准 使用可自动探测标识的软件手动或半自动校准样品夹

其他功能 图像叠加

速度 每小时 200 个颗粒

最大颗粒数量 200
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技术参数

配件

直径 47 mm 颗粒分析用 CorrMic MAT 样品夹 滤膜直径为 47mm 的夹持装置

最大扫描直径：37 mm

滤膜安装无需盖玻片

关联显微镜的 3 个定位标记的安装架（可单独提供）

标记滤膜的冲压工具，用于滤膜定向安装

配有 SEM 适配器

兼容 80 mm 样品交换室

直径 50 mm 颗粒分析用 CorrMic MAT 样品夹 滤膜直径为 50 mm 的夹持装置

最大扫描直径：40 mm

滤膜安装无需盖玻片

关联显微镜的 3 个定位标记的安装架（可单独提供）

标记滤膜的冲压工具，用于滤膜定向安装

配有 SEM 适配器

兼容 80 mm 样品交换室
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>> www.zeiss.com/microservice

无论现在或是将来，您均能通过蔡司的服务合约，在显微镜系
统的优化性能中受益。

深知蔡司显微镜系统是您最重要的工具之一，保证它每时每刻正常工作是我们的责任。我们将协助您将
显微镜的功能发挥到极致。一系列由蔡司高水平专家为您量身打造的服务产品可供选择，我们在您购买
系统后提供长期的技术支持，旨在让您体验到激发工作激情的美好瞬间！

维修、维护及优化
确保显微镜的正常工作时间。蔡司的维保服务协议可让您的运行成本更经济，避免因停机而造成的损失，
并通过提升系统性能达到最佳工作状态。维保服务协议可为您提供一系列的可选服务种类以及不同级别
的服务。在选择维保服务方案上我们会给予全力支持，以求满足您的系统需求与使用要求，同时遵守您
单位的规定。

服务随需而动，为您的工作带来便利。无论是通过远程维护软件还是在现场进行检查，蔡司服务团队会
对各类问题进行具体分析并加以解决。

强化显微镜系统
蔡司显微镜系统可采用多种方式升级：开放式的升级界面让您一直保持较高的技术水准。当新升级的装
备付诸应用时，不仅能延长显微镜的使用寿命，还能令工作效率倍增。

请注意，我们会随时按照市场的需求对服务产品进行调整，并不时予以修订。

服务实至名归
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>> www.zeiss.com/microservice
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http://microscopy.zeiss.com/microscopy/zh_cn/service-support.html


// PRECISION
    MADE BY ZEISS

The moment you have absolute confidence in your results.
This is the moment we work for.
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Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Germany  
Materials
microscopy@zeiss.com  
http://www.zeiss.com/particleanalyzer
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http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://youtube.com/zeissmicroscopy
http://www.zeiss.com/particleanalyzer

